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fs| (57) Abstract: The invention relates lo a test table for measuring lateral forces and displacements while simultaneously applying, 
if necessary, normal forces, particularly in nanoidenters and in scratch and wear testers. To this end, the test table is mounted in a 
32" manner that enables it to be laterally displaced, and the lateral force and displacement can be determined by means of a measured- 
^ value acquisition. According to the invention, the test table (1) is fixed between at least two vertically upright leaf springs (3), which 
can be laterally deflected in the direction of the lateral (horizontal) motion of the test table (I) to be effected. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Probentisch Fur die Messung lateraler Krafte und Verse hiebungen bei be- 
darfsweise gleichzei tiger Anwendung von Normal kraTten, insbesondere bei Nanoindentern sowie bei Scratch und Verse hleiBtes tern, 
Q wobei der Probentisch lateral beweglich gelagert ist und die laterale Kraft und Verschiebung liber eine Messwerterfassung ermittelbar 
^ ist. ErfindungsgemaB ist der Probentisch (1) zwischen mindestens zwei senkrecht stehenden und in Richtung der zu erzeugenden 
^ latcralen (horizontalen) Bcwcgung des Probcntisches (1) lateral auslcnkbarcn Blattfedern (3) befestigt. 
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Veroffentlicht: 

— mit internalionalem Recherchenbericht 



— vor Ablauf der fur Anderungen der Anspruche geltenden 
Frist; Verbffent lie. hung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



